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Keramische Réntgenréhren
Kurzhalsanode

Réhrentyp  Anodenmaterial ~ Héchstleistung (W)  Anzahl der Fenster (Strich/Punkt)  Kihlkopf  Bestellnummer

Langfeinfokusréhre (0,04 mm x 12 mm - 0,4 mm x 1,2 mm)

KFL-Cu-2K Cu 2200 11 0° RGW:3346694
KFL-Cu-4K Cu 2200 2/2 0° RGW:3825374
KFL-Mo-2K Mo 3000 1/1 0° RGW:3825234
KFL-Mo-4K Mo 3000 2/2 0° RGW:3825382
KFL-Cr-2K Cr 1900 1/1 0° RGW:3825275
KFL-Cr-4K Cr 1900 2/2 0° RGW:3825424
KFL-Co-2K Co 1800 /1 RGW:3 91
KFL-Co-4K Co 1800 2/2 .

KFL-Fe-4K Fe 1000 2/2

KFL-W-4K w 3000 2/2

KFL-Ti-4K Ti 400 2/2

Feinfokusréhre (0,04 mm x 8 mm - 0,4 mm x 0,8 mm)

KFF-Cu-2K Cu 1500 1/1 0°
KFF-Cu-2K-90 Cu 1500 1/1 90°
KFF-Cu-4K Cu 1500 1/1 0°
KFF-Mo-2K Mo 2000 1/1 0°
KFF-Mo-2K-90 Mo 2000 1/1 ’ 90°
KFF-Mo-4K Mo 2000 2/2 0°

KFF-Cr-2K Cr 1300 11 e, o RGW:3826075
KFF-Cr-4K Cr 1300 2/2 0° RGW:3826224
KFF-Co-2K Co 1200 1/1 0°  RGW:3826091
KFF-Co-4K Co 1200 2/2 0° RGW:3826240

%
KFF-Fe-4K Fe 900 2/2 0° RGW:38262
KFF-W-4K W 2000 2/2 0° RGW:382619 ’
KFF-Ti-4K Ti 300 2/2 Og RGW:3826208
KFF-Mo-2K-180 Mo 2000 1/1 180° RGW:7034742

KFF-Cu-2K-180  Cu 1500 1/1 180° RGW: 34
Normalfokusréhre (0,1 mm x 10 mm - 1 mm x 1 mm) l
KFN-Cu-2K Cu 2000 1/1 0° RGW:3826331
KFN-Cu-2K-90  Cu 2000 1/1 90°  RGW:3826
KFN-Cu-4K Cu 2000 2/2 0° RG%%’
KFN-Mo-2K Mo 2400 1/1 0° W:3826
KFN-Mo-2K-90 Mo 2400 1/1 90°  RGW:3826356
KFN-Mo-4K Mo 2400 2/2 0° RGW:2841
KFN-Cr-2K Cr 1800 1/1 0° RGW:3826%
KFN-Cr-4K Cr 1800 2/2 0° RGW:28415
KFN-Co-2K Co 1800 1/1 @ RGW:3826406
KFN-Co-4K Co 1800 2/2 0° RGW:2841562
KFN-Fe-4K Fe 1500 2/2 0° RGW:2841539
KFN-W-4K w 2400 2/2 0° RGW:2841513
KFN-Ti-4K Ti 500 2/2 0° RGW:2841521
KFN-Mo-2K-180 Mo 2400 1/1 180° RGW:7034791

KFN-Cu-2K-180 Cu 2000 1/1 180° RGW:7034783




Keramische Réntgenréhren
Langhalsanode

Réhrentyp  Anodenmaterial Hochstleistung (W) Anzahl der Fenster (Strich/Punkt)  Kihlkopf  Bestellnummer

Langfeinfokusréhre (0,04 mm x 12 mm - 0,4 mm x 1,2 mm)

KFL-Cu-2L Cu 2200 1/1 0° RGW:3346702
KFL-Cu-4L Cu 2200 2/2 0° RGW:3825457
KFL-Mo-2L Mo 3000 1/1 0° RGW:3825309
KFL-Mo-4L 3000 2/2 0° RGW:3825465
1900 /1 0° RGW:2835341

1900 2/2 0° RGW:3826000

1800 1/1 0° RGW:3825368

1800 2/2 0° RGW:3826026

1000 2/2 0° RGW:3825499

3000 2/2 0° RGW:3825473

400 2/2 0° RGW:3825481

mm - 0,4 mm x 0,8 mm)

1500 1/1 0° RGW:3346686
1500 1/1 0° RGW:3826257
2000 1/1 0° RGW:3826109
2000 2/2 0° RGW:3826265
1300 1/1 0° RGW:3826141
1300 2/2 0° RGW:3826307

KFF-Co-2L 1200 1/1 0° RGW:3826166

KFF-Co-4L 1200 2/2 0° RGW:3826323

KFF-Fe-4L 900 2/2 0° RGW:3826299

KFF-W-4L / 00 2/2 0° RGW:3826273

KFF-Ti-4L i 00 2/2 0° RGW:3826281
1

srohre (0,1 mm x 10 mm - 1 mm x 1 mm)

Cu 2000 1/1 0° RGW:3826414

Cu 2000 2/2 0° RGW:2841570

2400 1/1 0° RGW:3826422

2400 2/2 0° RGW:2841588

1800 /1 0° RGW:3826463

1800 2/2 0° RGW:2841620

- 1800 /1 0° RGW:3826489
KFN-Co-4L Co 1800 2/2 0° RGW:2841646
KFN-Fe-4L Fe 1500 2/2 0° RGW:2841612
KFN-W-4L W 2400 2/2 0° RGW:2841596

KFN-Ti-4L Ti 500 2/2 0° RGW:2841604
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Ubersicht iiber die Anodenmaterialien und deren Anwendungsméglichkeit

Anoden- Charakteristik Anwendung
material o, -Radiation (nm)
W Lo, 0,147639 Wenn ein intensives weifles Spektrum interessanter ist als charakteristische

Strahlung, z. B. Lauebelichtung von Einkristallen.

Mo Ka, 0,070930 Wenn geringe Absorption gewinscht ist, z. B. bei Einkristallexperimenten
und Durchstrahlmessungen. Die wichtigsten Reflexionen geschehen bei
relativ kleinen 26—Winkeln, bei denen der Lorentz-Polarisations-Faktor zu
hsheren Intensitéten fohrt. Die Winkelauflésung ist gering.

Cu Ko, 0,1540562 Ideal fur die meisten Pulverdiffraktionsuntersuchungen sowie
Hochauflésungs-XRD, Reflektometrie und auch fir leichte Einkristall-
experimente.

Co Ko, 0,1788965 Wird verwendet fir die Untersuchung von eisenhaltigen Proben, bei denen
die Eisenfluoreszenz einen hohen Untergrund bewirkt.

Fe Ko, 0,1936042 Wird verwendet fir die Untersuchung von eisenhaltigen Proben, bei denen
die Eisenfluoreszenz einen hohen Untergrund bewirkt.

Cr Ka, 0,228970 Liefert klare Diffraktionsmuster mit gut separierten Reflexen. Ideal fuor
Materialien mit grofen Elementarzellendimensionen wie Tonmineralien.
Fir komplexe organische Substanzen und fir Stressmessungen.

Ti Ko, 0,2748510 Wird verwendet fir Stressmessungen.
Technische Daten

Hoéchstspannung 60 kv

Gesamtvorwiderstand 50 kQ

Max. Heizspannung 1TV

Max. Heizstrom 3.8A

Verunreinigung bei Lieferung <1%

Zunahme der Verunreinigung je 1000 h <0.9%

Kihlwasserdurchfluss >3.51/min

Kihlwassertemperatur <35°C

Wasserdruck > 8 bar

Gewicht ca. 1.9 kg
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